Vorlesung Methoden der Festkörperchemie Vorlage 3

2. Elektronen-Spektroskopie von FK-Oberflächen (XPS, AES, UPS, HREELS) 2.1. Allgemeines

Übersicht: Elektronen- und Röntgen-Spektroskopie

Methode Information laterale Auf- Nachweis- quantitativ mit zerstörungslösung [μm] grenze [ppm] Standard [%] frei XPS (ESCA) E, C ≥ He 10-1000 10^3 5 ja AES E, (C) ≥ Li 0.1-3 10^3 5 ja EPMA (EDX) E ≥ C < 1 < 10^3 10 ja EPMA (WDX) E ≥ C 1 10^2 10 ja RFA E ≥ F 1000 0.1 < 1 ja SIMS E, (C) ≥ H 10 0.1 3 nein Übersicht: Elementanalytische Verfahren

Elektronen-Energien in Ni-Metall

AES/PE-Verhältnis in Abhängigkeit von Z mittlere freie Weglänge von Elektronen als Funktion der Elektronen-Energie

Streubirne bei der Elektronenmikroskopie (z.B. AES)